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7 Partie 2-1: Méthodes de mesure —
\9 Capacité des matériaux et des produits
a dissiper des charges électrostatiques

)\6 ELECTROSTATIQUE -

0%
s

AVANT-PROPOS
1) La CEl (CommiQ lectrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation

composée de l'ens es comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl a
pour objet de favoriser coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de ['électricite e I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes

intéressé par le sujet tra ut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaiso la CEl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement
avec I'Organisation Internation@le de¢Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les

deux organisations. /

2) Les décisions ou accords officiels dela’ CEl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur I;s sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés

internationales. Leur éla |§ est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national

sont représentés dans chaque comité dé es.

comme normes, spécifications technique ports techniques ou guides et agréés comme tels par les

3) Les documents produits se présentent €ous la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
S
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internation es Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure poss@ s Normes internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entreﬁorme de la CEIl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs ye te derniére.

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marqu omme indication d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quand un matériel est déclaré confor g’une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des élémen présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits“analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété ne pas avoir signalé leur existence

La Norme internationale CEl 61340-2-1 a été établie pa comité d'études 101 de la CEl:

Electrostatique. O

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: @:

FDIS Rapport de vote &

101/138/FDIS 101/141/RVD ) Q

\
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informa;n sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme. 6

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3. ‘-L
L'annexe A fait partie intégrante de cette norme. !

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant ZW
cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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7 Part 2-1: Measurement methods —
\9 Ability of materials and products
O, to dissipate static electric charge

FOREWORD

1) The IEC (Internati
all national electroféc

ctrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
al committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote

international co-operatiopfon all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To

this end and in additi

participate in this preparat
with the IEC also particip
Organization for Standardizati
two organizations.

@ther activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical ¢ iitees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
@Urk. International, governmental and non-governmental organizations liaising
( this preparation. The IEC collaborates closely with the International

(ISQy) in accordance with conditions determined by agreement between the

2) The formal decisions or agreeme@f the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the Eelevant subjects since each technical committee has representation

from all interested National Committee

3) The documents produced have the form

recgmmendations for international use and are published in the form

of standards, technical specifications, tec | reports or guides and they are accepted by the National

Committees in that sense.

Standards transparently to the maximum ext

4) In order to promote international unification, Imational Committees undertake to apply IEC International

divergence between the IEC Standard and the co

indicated in the latter. /

5) The IEC provides no marking procedure to indicate it roval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its st ds.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the element this International Standard may be the subject

of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ssible in their national and regional standards. Any
ﬁor}ding national or regional standard shall be clearly

International Standard IEC 61340-2-1 has been pre y IEC technical committee 101:

Electrostatics.

The text of this standard is based on the following documen?@

FDIS Report on votin
101/138/FDIS 101/141/RVD

Q

Full information on the voting for the approval of this standard can be f@(in the report on

voting indicated in the above table. 5
This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, .
Annex A forms an integral part of this standard.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchan
2007. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amended.

0
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INTRODUCTION

Les\mesures du taux de dissipation des charges statiques appartiennent aux techniques de
m essentielles dans le domaine de I'électrostatique.

* ;. N v a~ P 7
Po@ matériaux conducteurs homogénes, cette propriété peut étre évaluée en mesurant
les par, tres de résistance ou de résistivité.

Pour des @ﬁaux dans la gamme dissipative ou isolante et spécialement pour les matériaux
a haute ré ce y compris des fibres conductrices (par exemple, des textiles a grille
métallique) | sures de résistance peuvent ne pas étre suffisamment fiables ou peuvent
ne pas fournir ijsamment d'informations et de ce fait, le taux de dissipation de charge
statique nécessit€ détre mesuré.

Pour beaucoup de tgfiaux non métalliques, tels que le plastique, le transport des charges

dépend du champ él ue appliqué pendant la mesure, c'est-a-dire une mesure de la
résistance montre une ¢ dance non linéaire par rapport a la tension d'essai appliquée. Il
existe également des problé avec des défauts d'homogénceité spatiaux avec les méthodes

de mesure qui utilisent des ¢lectrodes de contact. Ces points sont couverts par la mesure du
taux de dissipation de charge.{s\
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INTRODUCTION

Medsurements of the rate of dissipation of static charge belong to the essential measurement
te ues in the field of electrostatics.

For 69eneous conductive materials this property can be evaluated by measuring
resist or resistivity parameters.

For mater@m the dissipative or insulative range and especially for high ohmic materials
including ¢ tive fibres (e.g. textiles with a metallic grid), resistance measurements may
not be reliab ugh or may not give enough information and the rate of dissipation of static
charge needs t easured.

applied electrical fi trength during the measurement, for example, a measurement of
resistance will show n-linear dependence on applied test voltage. There are also
problems with spatial ogeneity with measurement methods that use contacting
electrodes. These points /\/ered by measuring the rate of dissipation of charge.

For many non-meta@erials, such as plastics, the transport of charges is dependent on the
d
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ELECTROSTATIQUE -

)\ Partie 2-1: Méthodes de mesure —

Capacité des matériaux et des produits
6 a dissiper des charges électrostatiques
&

1 Dom%‘application

La présente pafiie de la CEl 61340 décrit des méthodes d'essai pour mesurer le taux de
dissipation des arges statiques des matériaux et des produits dissipatifs isolants et
statiques.

Elle comprend une d iption générique des méthodes d'essai et des procédures d'essai
détaillées pour des appli %13 spécifiques.

2 Références normativé‘ .

e

Les documents de référence gSi\vants sont indispensables pour lI'application du présent
document. Pour les références dagées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du ument de référence s'applique (y compris les éventuels

amendements). /O

CEl 61340-5-1:1998, Electrostatique — P@ 5-1: Protection des dispositifs électroniques
contre les phénoménes électrostatiques — ﬁptions générales?

*
ISO 2859-0:1995, Regles d'échantillonnage {mles contréles par attributs — Partie O:
Introduction au systeme d'échantillonnage par a s de I''SO 2859

ISO/TR 13425:1995, Guide pour la sélection des méth@staﬁstiques en normalisation et en

spécifications
3 Définitions O

Pour les besoins de la présente partie de la CEl 61340, les défi Mns suivantes s'appliquent.

3.1 5/‘
décroissance de la charge @

migration de charge a travers un matériau conduisant a une réduction d nsité de charge
ou du potentiel de surface au niveau de la zone ou a été déposée la charge

3.2 \L
constante de temps de décroissance de la charge

temps nécessaire pour que la densité de charge locale ou le potentiel de surface alle
de sa valeur initiale (e étant la base des logarithmes naturels 2,7183)

3.3

moniteur a plaque chargée (CPM) \p
instrument équipé d'une plaque de métal chargée d'une capacité et d'une géométrie données
et qui est déchargée afin de mesurer les propriétés de neutralisation/dissipation de charge
des produits ou des matériaux

1 Pour I'interprétation de cette publication voir la CEl 61340-5-2 citée en bibliographie.
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ELECTROSTATICS -

)\ Part 2-1: Measurement methods —
Ability of materials and products
6 to dissipate static electric charge

This part of IE 340 describes test methods for measuring the rate of dissipation of static
charge of insulati static dissipative materials and products.
It includes a generic iption of test methods and detailed test procedures for specific

applications. O
¢

2 Normative reference

The following referenced docuugr?ts are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edit?ited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (includi anf amendments) applies.

IEC 61340-5-1:1998, Electrostatics —ﬂ't 5-1: Protection of electronic devices from
electrostatic phenomena — General require®t37

*
ISO 2859-0:1995, Sampling procedures for /n\yé tion by attributes — Part 0: Introduction to
the ISO 2859 attribute sampling system

ISO/TR 13425:1995, Guide for the selection of @lice/ methods in standardization and

specification @
3 Definitions %

For the purpose of this part of IEC 61340, the following definiti@gpply.

3.1 @/

charge decay @
migration of charge across or through a material leading to a reducti charge density or
surface potential at the area where the charge was deposited

!

charge decay time constant
time required for the local charge density or surface potential to fall to 1/e of its initialavalue (e
being the base of the natural logarithms 2,7183)

L

charged plate monitor (CPM) @
instrument using a charged metal plate of a certain capacitance and geometry which is ng
to be discharged in order to measure charge dissipation/neutralization properties of products
or materials

1 For the interpretation of this publication see IEC 61340-5-2 given in the bibliography.





